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В работе проведены исследования влияния различных методов 
обработки на параметры поверхностной структуры, зарегистрирован­
ных в различных фоточувствительных средах и при разных условиях 
регистрации. Проведен анализ и показано действие различных фото­
химических методов обработки на параметры дифракционных реше­
ток. Исследовались такие параметры как дифракционная эффектив­
ность и поверхностная структура голографических дифракционных 
решеток.

Показано влияние различных химических проявляющих ве­
ществ на величину поверхностного рельефа голографических реше­
ток. Проанализированы дифракционные решетки, полученные оса­
ждением никеля методами гальванопластики на первичные гологра­
фические дифракционные решетки, зарегистрированные в желатино­
вых фоточувствительных слоях.

Проведено изучение процесса создания реплики дифракцион­
ной решетки при тиснении никелевой матрицей по лавсану. Получе­
ны микрофотографии периодических структур на металлизированной 
лавсановой пленке.

Полученные в работе данные позволили оптимизировать про­
цесс изготовления и тиражирования голографических дифракцион­
ных решеток.
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